ZAAWANSOWANE METODY BADAN MATERIALOW
Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego WIMiC 2016/2017:

Mikroskopia elektronowa

1. Podstawy mikroskopii optyczne;j

2. Konstrukcja skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)

3. Fizyczne podstawy dziatania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) —
sposoby powstawania obrazu. Zakres zastosowan. Rdéznice pomigdzy mikroskopia
optyczng a elektronowg.

4. Preparatyka probek dla skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)

5. Analiza EDS - podstawy fizyczne, rodzaje analizy.

6. Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) — fizyczne zasady dziatania, sposoby
powstawania obrazu, zakres zastosowan.

7. Jonowa mikroskopia polowa (FIM) — fizyczne zasady dzialania, zakres zastosowan.

8. Mikroskop sit atomowych (AFM) - fizyczne zasady dzialania, zakres zastosowan.

Mikroskopia AFM

1. Zastosowanie mikroskopéw z skanujaca sondg.

2. Zasada dziatania mikroskopu AFM

3. Rozdzielczos¢ metody a wielkos$¢ stosowanych sond.

4. Tryby pracy mikroskopu AFM.

Metody termiczne

Mozliwosci pomiarowe zestawu do badan termofizycznych materiatow
ceramicznych. Wyznaczanie podstawowych parametréw termodynamicznych
wybranego materiatu.

* Ogoblna charakterystyka metod wybranych metod analizy termiczne;j:
termicznej analizy réznicowej, roznicowej kalorymetrii skaningowej
i termograwimetrii.

* Naczym polega stato-szybkos$ciowa analiza termiczna CRTA?



* Rodzaj informacji dostarczanych przez wybrane metody analizy
termicznej: termiczng analiz¢ r6znicowg, r6znicowag kalorymetri¢
skaningowa 1 termograwimetrig.

* Charakterystyka krzywej termicznej DTA/DSC.
* Charakterystyka substancji odniesienia i substancji wzorcowej.

* Ogoblna charakterystyka kalibracji temperaturowej i1 kalibracji czulosci
aparatéw do DTA i DSC.

* Oznaczanie ciepta wlasciwego.

* Oznaczanie ciepta rekacji.

2. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego wybranych materiatow.
* Ogodlna charakterystyka dyzyjnosci cieplne;j.
* Ogodlna charakterystyka liniowego wspdtczynnika rozszerzalno$ci
termiczne;j.
* Ogodlna charakterystyka przewodnictwa cieplnego.
* Podstawowe sposoby przenoszenia energii cieplne;j.
*  Wplyw podstawowych czynnikow na przewodnictwo cieplne ciat statych,
ciektych i gazowych.
* Metody wyznaczania wspotczynnika przewodzenia ciepta, ze szczegdélnym
uwzglednieniem metody impulsu laserowego.
Rentgenografia
1. Struktura ciata statego:

-ciato state amorficzne i krystaliczne,
—uporzadkowanie bliskiego i dalekiego zasiggu
Rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne:
- jak powstaje,
- sposoby monochromatyzacji
- zjawiska towarzyszace przejsciu promieni X przez materie.
Warunek dyfrakcji promieni X — roOwnanie Bragga.
Natezenie refleksu a czynnik struktury.
Podziat metod rentgenograficznych w zaleznosci od rodzaju badanego materiatu i

stosowanego promieniowania.



Zasada dziatania dyfraktometru proszkowego dwukotowego.
Dyfraktogram substancji amorficznej i krystaliczne;.

Opis dyfraktogramu, parametry charakteryzujace refleks.

A S S

Podstawy rentgenowskiej analizy jakosciowej:
- wyznaczanie polozenia refleksoéw,
- karty identyfikacyjne substancji

10. Podstawy rentgenowskiej analizy ilo§ciowe;j:

- metoda wzorca wewnetrznego

przygotowanie probki

sposoby wyznaczania intensywnosci refleksu

czynniki wptywajace na niedoktadno$¢ analizy
11. Obliczenia strukturalne:
- wyznaczanie parametrow komorki elementarnej — potrzebne wielkos$ci i wzory,
- badanie sktadu i zakresu wystepowania roztworow statych w oparciu o prawo
Vegarda,
- rodzaje roztwordw statych.
12. Informacje o materiale otrzymane na bazie r6znych parametrow refleksu:
- polozenie,
- intensywnos¢
- szeroko$¢ potowkowa.

13. Mozliwosci badawcze metod rentgenograficznych.

Spektroskopia oscylacyjne w podczerwieni (IR)

Teoria IR
— Widmo promieniowania elektromagnetycznego;

— Opis oddziatywania promieniowania z materia wykorzystywany spektroskopii w
podczerwieni;

— Dlaczego absorpcja jest selektywna? (gtéwne przyczyny i wzory);

— Funkgje, jednostki i zakresy uzywane w spektroskopii IR;

— Co to jest interpretacja pochodzenia pasm w kategoriach drgan walencyjnych;

— Drgania normalne (co to sa, dlaczego niektére nie objawiaja si¢ pasmami na widmie
IR? (co wplywa na pozycje a co na intensywno$¢, co to jest wygaszenie momentu

dipolowego);



— Typowa kolejnos¢ drgan walencyjnych na widmie w podczerwieni dla zadanego

uktadu trzech atoméw (9, '0, w,V,, T, V,);
— Ruch atoméw w prostych drganiach walencyjnych o, P o, v, T, V,. (umieé

as

narysowac, co to jest drganie oddychajace).

Sprzet i technika pastylkowa
— Technika pastylkowa (materiaty, sprzet, zasady pomiaru, artefakty zwiazane z

ucieraniem, ilo$¢ probki, itd.);

— Opis otrzymanego wykresu (osie, uzywane jednostki, rozdzielczos¢, przyczyny
nieréwnej linii podstawy, itd.);

— Budowa i zasada dziatania spektrometru FT-IR (co to znaczy FT-IR, co to znaczy
~jednowiazkowy”, gtéwne czesci i zasady dziatania: interferometr, Zrédto, detektor,
zalety prézni, rola komputera itd.);

— Problem stosunku sygnatu do szumu (czym si¢ r6zni szum od zanieczyszczen i skad

pochodzi, co to jest skan, dlaczego zakres pomiaru nie wptywa na czas pomiaru).

Obrobka widma

— Tabele korelacji a bazy danych (czym si¢ réznia, analiza probki o sktadzie

wielofazowym);
— Okreslanie ilosci i pozycji pasm (dlaczego uzywa si¢ réznie wygtadzonych drugich
pochodnych, do czego stuzy dekompozycja, kiedy rozktad ztozonej obwiedni ma sens

tizyczny).



